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특허청  

청 항 1 

독립  계통에 어  나 수 가 하  변동에  계통  답 특  실  시스 과 근

사하게 하여 시험하  한 독립계통  시험시스 에 어 , 

 하  해 산 , 다수  빈 듈  갖는 빈 ; 수 가 하  

하  해 산 , 다수  하 듈  갖는 하 ;  에 지  수 가 하  공하

 해 산 , 다수  에 지  듈  갖는 에 지 ; 상  다수  빈 듈 

상  다수  에 지  듈  상  다수  하 듈  연결시키 , 각각  단 함  거쳐 다수

 듈  통해 연결시키는 계통 ; 

상  다수  빈 듈, 상  다수  에 지  듈, 상  다수  하 듈,  상  다수

  듈과 통신 트워크  통해 연결 어, 각 듈  운  상태  니 링하고 어하  한 독

립계통시험  포함하고,

상  독립계통시험 는 독립계통 시험 프 그램  실행하여, 시간에 라  변동하는 람  상  다수

 빈 듈  각 어  하고, 시간에 라  변동하는 수 가 하  상  다수  하

듈  각 어  하여, 상  람   상  수 가 하 에  상  다수  빈 

듈, 상  다수  에 지  듈, 상  다수   듈, 또는 상  다수  하 듈  각

 상태  시험하는 것  특징  하는 독립계통  시험시스 .

청 항 2 

1항에 어 ,

상  계통  상  다수   듈 각각 , 양  단 함 사 에 순차 연결  3상  가변 항,

가변 ,   계  포함하고, 상   계 가 계 하는  압, , ,  주

수  포함하는 보  상  독립계통시험  하여  질  원격 니 링하도  하는 것  특징

 하는 독립계통  시험시스 .

청 항 3 

1항에 어 ,

상  빈  상  다수  빈 듈 각각 , 빈  어  순차 연결  ,

, ,  PCS(Power Conversion System)  포함하 , 상  독립계통 시험 프 그램  실행하여 동

는 상  독립계통시험  어  는 상  빈  어 에 해 동  상  , 상  ,

상  , 상   PCS  동 에  상   PCS   상  계통  해당  듈

 달하고, 상   PCS   상태  시험하는 것  특징  하는 독립계통  시험시스 .

청 항 4 

1항에 어 ,

상  하  상  다수  하 듈 각각 , 하  어 , 상  계통  해당 

 듈과 순차 연결  3상  항 듈,  듈,  듈  포함하 , 상  독립계통 시험 프 그

램  실행하여 동 는 상  독립계통시험  어  는 상  하  어 에 해 동  상  항

듈, 상   듈, 상   듈  동 에  각 하 듈   상태  시험하는 것  특징

 하는 독립계통  시험시스 .

청 항 5 

1항에 어 ,

상  에 지  상  다수  에 지  듈 각각 ,
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에 지  어 , 상  계통  해당  듈과 순차 연결  , DC 링크, DC/DC

변 , 차 지  포함하 ,

상  독립계통 시험 프 그램  실행하여 동 는 상  독립계통시험  어  는 상  에 지 

어 에 해 동  상  차 지, 상  DC/DC 변 , 상  DC 링크, 상   동 에  상  차

지     상태  원격에  니 링하고 시험하는 것  특징  하는 독립계통  시험시스 .

청 항 6 

1항에 어 ,

상  독립계통시험 는, 상   상태  주 수 또는 압 샘플   샘플값 Msamp에 한 합 또는 

합 여  수학식

에 하여 단하 , 

상  주 수에 한 안 도 평가 지  SIf 또는 상  압에 한 안 도 평가 지  SIv  수학식

에 하여 산 하여 공하 ,

여 ,  abs(  ):   함수,  Mnorm  :  압  또는  주 수  격  값,  Mlimit:  압  또는 주 수  한 값,

NSfGood: 상  합에 해당하는 주 수 샘플  수, NSfTotal: 체 주 수 샘플  수, n: 압 샘플  한 

망  지  수, NSvkGood: k  에  상  합에 해당하는 압 샘플  수, NSvkTotal : k  에  

체 압 샘플  수  것  특징  하는 독립계통  시험시스 .

  

 술  야

본  과 에 지 가 포함  도  지역 나 고립지 등 독립  계통에 어  [0001]

 변동 나 수 가 하  변에  계통  다 나믹 답 특  실  시스 과 근사하게 하여 시

험하  한 시험시스 과 그 에 한 것 , 보다 상 하게는 변동하는  하  한 

빈 , 그리고 다양한 독립  계통  망  하  한 계통 , 수 가 하

하  한 하 , 그리고 독립계통  수 /공  런스   질   한 에 지 

, 그리고 각각    통신  연계하여 체 시험시스  통합하여 어하는 독립계통 시험

 독립계통 시험시스 과 그 에 한 것 다.

 경  술

지  난  지  한 CO2 감에 어  필수   수단  신재생 에 지 원   가  빠[0002]

도  보  루어지고 는 에 지원 다. 그러나 본질  나 태양   등 신재생에 지

원  근본  연 경에 할 수 에 없 므  그  경 변동에 라  변하는 문 가 다.

러한   격한 변동  계통  안 도  낮 과 동시에  질도 하 는 문  킨

다. 특  우수한  탕  근  가 한 도  지역 나 원격지 등  독립  계통

에 어   변동과 동시에 수 가 하 변동  독립계통   질  문  생시킴
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안  공  해하  신재생 에 지 원  산 보 에 커다란 해  한다. 

러한 독립계통   질 문 나  순간 탈락에 한 계통 안 도 문  해결하  한 해결[0003]

안  질 보상 나 에 지  가하는  고 다.  한계 량

결 나    그리고 에 지  량  등 고립 계통  계에 어  에는 계

통 시뮬  프트웨어  하  실  시스 과 프트웨어 시뮬  차  없애  한 

 HILS(Hardware In the Loop Simulation)  하는 사  찾아볼 수 다.

 내

해결하 는 과

라 , 본  상술한 문  해결하  한 것 , 본  ,  포함  고립 [0004]

계통 시스 에 어  격한  변동  한 질 문 나 계통  안 도  개 하  한 시

험시스 과 그 에 한 것 ,  프트웨어 시뮬   해결하  어 운  변  

 문 , 비  어  , 다 나믹 답 특  차  등  해  실  독립계통 시스 과  근사

 하드웨어 시험 시스  하여 해당 문  해결하는  그  다. 

 하여, 빈 , 계통 , 하 , 에 지 , 그리고 독립계통 시험[0005]

  독립계통 시험시스  하여 빈   한 나 새 운 빈 어   연

, 수 가 하  수  답 어, 또는 에 지  량 과 압/주 수 보  어 능 시험 등

독립계통에 어  다양한 시험 건  하고 그에  독립계통 질 평가  각 어  라미

 과 어   등  할 수 는 시험시스   그  공한다.

과  해결 수단

, 본  특징  약하 , 본  에 , 독립  계통에 어  나 수 가 [0006]

하  변동에  계통  답 특  실  시스 과 근사하게 하여 시험하  한 독립계통  시험시

스 에 어 ,  하  해 산 , 다수  빈 듈  갖는 빈 ;

수 가 하  하  해 산 , 다수  하 듈  갖는 하 ;  에 지  수

가 하  공하  해 산 , 다수  에 지  듈  갖는 에 지 ; 상  다수  

빈 듈  상  다수  에 지  듈  상  다수  하 듈  연결시키 , 각각  단

함  거쳐 다수   듈  통해 연결시키는 계통 ;  상  다수  빈 듈, 상

다수  에 지  듈, 상  다수  하 듈,  상  다수   듈과 통신 트워크 

 통해 연결 어, 각 듈  운  상태  니 링하고 어하  한 독립계통시험  포함하고, 상  독

립계통시험 는 독립계통 시험 프 그램  실행하여, 시간에 라  변동하는 람  상  다수  

빈 듈  각 어  하고, 시간에 라  변동하는 수 가 하  상  다수  하 

듈  각 어  하여, 상  람   상  수 가 하 에  상  다수  빈 듈,

상  다수  에 지  듈, 상  다수   듈, 또는 상  다수  하 듈  각  상태

 시험하는 것  특징  한다.

상  계통  상  다수   듈 각각 , 양  단 함 사 에 순차 연결  3상  가변 항,[0007]

가변 ,   계  포함하고, 상   계 가 계 하는  압, , ,  주

수  포함하는 보  상  독립계통시험  하여  질  원격 니 링하도  하는 것  특징

 한다.

상  빈  상  다수  빈 듈 각각 , 빈  어  순차 연결  ,[0008]

, ,  PCS(Power Conversion System)  포함하 , 상  독립계통 시험 프 그램  실행하여 동

는 상  독립계통시험  어  는 상  빈  어 에 해 동  상  , 상  ,

상  , 상   PCS  동 에  상   PCS   상  계통  해당  듈

 달하고, 상   PCS   상태  시험하는 것  특징  한다.

상  하  상  다수  하 듈 각각 , 하  어 , 상  계통  해당 [0009]

 듈과 순차 연결  3상  항 듈,  듈,  듈  포함하 , 상  독립계통 시험 프 그

램  실행하여 동 는 상  독립계통시험  어  는 상  하  어 에 해 동  상  항

듈, 상   듈, 상   듈  동 에  각 하  듈   상태  시험하는 것  특
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징  한다.  어 상  하  어 는 3상 하  /차단  동시에 하는 것  물  각 상 별

/차단 어가 가능하여, 그 결과  3상 평  하는 물  3상 평  하  도 가능한 것  특징 다.

상  에 지  상  다수  에 지  듈 각각 , 에 지  어 , 상  계통[0010]

 해당  듈과 순차 연결  , DC 링크, DC/DC 변 , 차 지  포함하 , 상  독립계

통 시험 프 그램  실행하여 동 는 상  독립계통시험  어  는 상  에 지  어 에

해 동  상  차 지, 상  DC/DC 변 , 상  DC 링크, 상   동 에  상  차 지  

   상태  원격에  니 링하고 시험하는 것  특징  한다.

상  독립계통시험 는, 상   상태  주 수 또는 압 샘플   샘플값 Msamp에 한 합 또는 [0011]

합 여  수학식

[0012]

에 하여 단하 , 상  주 수에 한 안 도 평가 지  SIf 또는 상  압에 한 안 도 평가 지  SIv[0013]

 수학식

[0014]

[0015]

에 하여 산 하여 공하 , 여 , abs( ):  함수, Mnorm : 압 또는 주 수  격 값, Mlimit: [0016]

압 또는 주 수  한 값,  NSfGood: 상  합에 해당하는 주 수 샘플  수, NSfTotal: 체 주 수 샘플  수,

n: 압 샘플  한 망  지  수, NSvkGood: k  에  상  합에 해당하는 압 샘플  수,

NSvkTotal : k  에  체 압 샘플  수 다.

 과

본 에  과 에 지 가 포함  독립계통  시험시스   그 에 , 다수  [0017]

 에 지 들  포함  독립  계통  함에 어   량 계  안 도 해

통해  값 비싼  에 지  낭비  거함  해당 독립 계통  경

하여  가능하다. 또한 앙  독립계통 시험 는  통신  통하여 개별  듈  통합

어함  독립계통  안 도 해 과  질 문  시험하  한 본  안 도 평가 지  시하

고 다양한 시험 차  쉽게 진행함  과 에 지 가 포함  독립계통 계  보다 

하고  수행할 수 는 과가 다.

또한, 차 강 는 계통 연계 규 에 라  단지  개별 빈도    마찬가[0018]

지  격  한계 내에  어가 필수  는 상 에  본 에  독립계통 시험시스

함  빈    어,  한 어,  수  균 어, 시스  보 어 등  시험할

수 므  빈  어   어 알고리  개 에  가능하다. 

또한, 독립계통  수 /공  균  해  하는 에 지  본 어 능  시험과 독립계통  [0019]

 질 고  한 압/주 수 보  어 능 시험  해 본 에  독립계통 시험시스   가

능하다. 

 어, 실  독립계통 시스  하 에 앞  다양한 시험 건  하여 간  실  시험[0020]

수행함  독  개 한 빈  어 나 에 지  상  개 에 도움   산  개

 스트 드  할 수 다.

도  간단한 
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도 1  본 에   과 에 지 가 포함  독립계통  시험시스  개략  도시한 블[0021]

도 다.

도 2는 도 1  독립계통 시험시스 에 어  계통   개략  도시한 블 도 다.

도 3  도 1  독립계통 시험시스 에 어  빈   개략  도시한 블 도 다.

도 4는 도 1  독립계통 시험시스 에 어  하   개략  도시한 블 도 다.

도 5는 도 1  독립계통 시험시스 에 어  에 지   개략  도시한 블 도 다.

도 6  도 1  독립계통 시험시스 에 어  독립계통 시험   개략  도시한 블 도 다.

도 7  도 1  독립계통 시험시스 에 어  독립계통 시험 프 그램  실시 다.

도 8  도 1  독립계통 시험시스 에 어  할 수 는 독립계통  3가지 에 한 실시 다.

 실시하  한 체  내

하 첨  도 들  첨  도 들에 재  내 들  참 하여 본  람직한 실시  상 하게 하지[0022]

만, 본  실시 들에 해 한 거나 한 는 것  아니다. 

도 1  본 에   과 에 지 가 포함  독립계통  시험시스  개략  도시한 블[0023]

도 다. 도 1  참 하 , 본 에  시험시스  빈 (100), 계통 (200),

하 (300), 에 지 (400),  독립계통 시험 (500)  포함한다. 

 수수하는  들(100, 300 400)  계통 (200)  심  각각  듈 수에 라  [0024]

 다  수  3상 (10, 11, 12)  통해  연결  생산   하에 달하거나 하는 통  

한다. 

그리고 든  앙  독립계통 시험 (500)  다수  직 통신 트워크 (20, 21, 22, 23)  통[0025]

해  연결 ,  통해 독립계통 시험 (500)는 니 링  한 각  상태 나 아날 그 

 취득  수행하  시험시스  운  한 어  등  각  달할 수 다.

도 2는 도 1  독립계통 시험시스 에 어  계통 (200)   개략  도시한 블 도 다.[0026]

도 2  참 하 , 계통 (200)는 계통  하는   블 (210)과   연결

 한 3 개  단 함들(220, 230, 240)  다.

계통 (200)  단 함들(220, 230, 240)  각각   (100, 300 400)  3상  연결하[0027]

 한 다수  단 ( , 220)들  어 는 ,  들(100, 300, 400)  (10, 11, 12)과 연결

는  단  블 ( , 220에  222)  내    블 (210)과 연결 는 내  단  블 ( , 220

에  223)  , 내 과  단  블   연결함  다수  빈 듈 나 하 듈

그리고 에 지  듈들  시험하고  하는 독립  계통   에 하는 것  가능하다. 

계통 (200)    블 (210)  다수   듈(211)들  는 , 각각  [0028]

듈(211)   (Line  Length)에 라  달라지는 피 스 값  하  한 3상  가변 항

(213), 3상  가변 (214),  압, , , 주 수 등  계 하  한  계 (215),

그리고  듈(211)  다   듈과 연결하  한 양단  단 (212, 216)  다.

계통 (200)에 는 각각   듈(211)에 포함  각각   계 (215)는 앙  독립계[0029]

통 시험 (500)  티드 (multi drop) 직 식  통신 트워크 (21)  연결 어, 각  압,

, , 주 수, 하 닉스 등  질 상  원격 계 하여 독립계통 시험 (500)  할 수 다.

 같  계통 (200)는 다수  빈 듈(110)  다수  에 지  듈(410)[0030]

다수  하 듈(310)  연결시키 , 각각  단 함(220, 230, 240)  거쳐 다수   듈(221)  통

해 연결시킬 수 게 다. 

 같  계통 (200)는 듈 태  어 각 듈(211)  단  연결  여러 가지 식[0031]

합함  다양한 태  독립계통 망  하는 것  가능하다. 그리고 개별 는 각각 다수  

듈   빈 (100), 하 (300) 그리고 에 지 (400)에 어  개별 듈

계통 (200))   단 에 연결하여  개별 ( 빈 , 하 , 에 지 
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 등)  독립계통 망  어  에라도 가 가능하고, 시험할 수 게 한다.

도 3  도 1  독립계통 시험시스 에 어  빈 (100)   개략  도시한 블 도 다.[0032]

빈 (100)는 다수  빈 듈(110)들  , 각각  빈 듈(110)  

계통 (200)  해당 단 함  거쳐 각  듈에 3상 (10)  통해  연결 어 독립  

계통에 연계    특  한다.

각 빈 듈(110)  하나  커플링 수단(114)에 해  직결  (113)  (115)  포함하 ,[0033]

빈  어 (111) 내  프 그램 가능한 람 과 빈 에 해  만들어진 빈

도 어  (112)  통해  (113) 동신  생시킨다. 에 라 (113)가 동 고 

(113)  커플링  수단(114)에  해  직결  (115)에  생산    PCS(Power  Conversion

System)(116)  통해   변 어 계통 (200)  해당 단 함  거쳐 각  듈  달

다.

각 빈 듈(110)   PCS(116)  연결  빈  어 (111)는 앙  독립계통 시험[0034]

(500)  티드  직 식  통신 트워크 (20)  연결 고, 독립계통 시험 (500)는 각 빈

듈(110)  운  상태  상  등  원격 계 할 수 고 빈  동/ 지, 운 드 변경 등  

어   가능하다.

빈 (110)는 다양한   빈  어 (110)에 하여 빈  함[0035]

여러 가지 람 건에   변동  할 수  빈  비상 지  한  변 건에 한

시험도 가능하다. 또한 빈 (110)  독립계통 시험시스 (500)에 연계하여 시험함  빈

 어 (110)  어  능시험 나  다수  빈   어  시험에도   가능하다.  ,  

같 , 빈 (110)  다수  빈 듈(110) 각각 , 빈  어 (111), 순차 연결

 (112), (113), (115),  PCS(Power Conversion System)(116)  포함하 , 독립계통 시

험 프 그램  실행하여 동 는 독립계통 시험 (500)  어  는 빈  어 (111)에 해 

동  (112), (113), (115),  PCS(116)  동 에   PCS(116)   계통

(200)  해당  듈(211)  달하고,  PCS(116)   상태  시험함 , 독립계통 시험

(500)에  빈  동/ 지, 운 드 변경 등  어 에  그 향  원격 니 링할 수

게 다.

도 4는 도 1  독립계통 시험시스 에 어  하 (300)   개략  도시한 블 도 다. [0036]

하 (300)는 변동하는 수 가 하  하  한 , 다수  하 듈(310)  어 각

듈  계통 (200)  해당 단 함  거쳐 각  듈에3상 (11)들  통해  연결 어 독

립  계통에 산  시간에 라  변동하는 수 가 하  한다. 각 하 듈(310)  

하  어 (315)에 해  해진  하 변동  생시킨다.

하  듈(310)  3상   다수  항  듈(312),   듈(313),   듈(314)[0037]

포함하 , 각각  듈(312, 313, 314)  다수  들  병   스  통해  연결 어  하

 어 (315)  (316)  연결 어 개별 들  /차단  어 어 하  크  진상, 지상 

도가 게 다. 

하 (300)  각각  하  어 들(315)과 하 듈 내   계 (311)들  앙[0038]

독립계통 시험 (500)  티드  직 식  통신 트워크 (22)  연결 어, 독립계통 시험 (50

0)는 각 하 듈(310)  하 비  원격에  계 하  재 하  하거나 시변 

하  하여 변동하는 수 가 하  할 수 다.

 같     하  한 가변 수동  듈들(312, 313, 314), 그리고 그 듈들  [0039]

 연결과 계통  하는  들(100, 200, 400 등)과   연결  통해  다양한 태  독립계

통 망  할 수 고, 독립계통시험 (500)  어  는 하  어 (315)에 해 독립계통

 하  크 , 진상/지상 도, 역 , 평  하  가 등  게  수 다. 

하 (300)는 빈 (100)  사하게 다양한 시간별 수 가 하  하  어[0040]

(315)에 하여 실행함  시간에 라 변동하는 다양한 수 가 하  하는 것  가능하다. 하게

하 , 하  어 (315)  어에 해 / 프 어 가능한  스  통해  직,병  연결

 항 듈(312),  듈(313),  듈(314)  /차단  어함   하  크 는
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물  진상, 지상  하 역  과 무   가능하다.  어 본 에  하 

(300)는 3상 하  /차단  동시에 하는 것  물  각 상별  /차단 어가 가능하게 계하여 , 그

결과  3상 평  하는 물  3상 평  하  도 가능하다. 하 (300)가 하는 실시간 하

 앙  독립계통 시험 (500)  니 링  트  PC  같  어 (520)에  사 가 프 그램

하여 하 (300)  각 하  어 (315)에 다운 드 하는 것  람직하다.

 같  하 (300)  다수  하 듈(310) 각각 , 하  어 (315) , 계통[0041]

(200)  해당  듈과 순차 연결  3상  항 듈(312),  듈(313),  듈(314)  포함하

, 독립계통 시험 프 그램  실행하여 동 는 독립계통시험 (500)  어  는 하  어 (315)

에 해 동  항 듈(312),  듈(313),  듈(314)  동 에  각 하  듈(310)

 상태  시험할 수 게 다. 

도 5는 도 1  독립계통 시험시스 에 어  에 지 (400)   개략  도시한 블 도 다.[0042]

에 지 (100)는 독립 계통   수   공   해결해 주는   독립계

통  질  지해주는 역할  한다.  하여 에 지 (400)는 다수  에 지  듈

(410)   각각  듈(410)  계통 (200)  해당 단 함  거쳐 각  듈에 3상 

(12)들  통해  연결 어 독립  계통에 산 다.

에 지  듈(410)  에 지  하  한 차 지(414), DC/DC 변 (413), DC 링크(412), [0043]

(411)(또는 AC/DC 변 )    변  에 지  어 (415)  다.

각 에 지  듈(410) 내  개별 에 지  어 (415)들  앙  독립계통 시험 (500)[0044]

티드  직 식  통신 트워크 (23)  연결 고, 독립계통 시험 (500)는 각 에 지  듈

(410)     상태  원격에  계 할 수  에 지    값  나 운  

드  변경 등  원격에  어할 수 다.

 같 , 에 지 (400)  다수  에 지  듈(410) 각각 , 에 지  어 (415) ,[0045]

계통 (200)  해당  듈과 순차 연결  (411), DC 링크(412), DC/DC 변 (413), 

차 지(414)  포함하 , 독립계통 시험 프 그램  실행하여 동 는 독립계통시험 (500)  어  는

상  에 지  어 (415)에 해 동  차 지(414),  DC/DC  변 (413),  DC  링크(412), 

(411)  동 에  차 지(414)     상태  원격에  니 링하고 시험할 수 다.

또한,  같  에 지 (400)는 , , 빈 (110)에  생산  에 지  하[0046]

(300)  수 가 하에  비 는 에 지  균  해결하여 독립  계통  압  주 수  

하게 지하는  역할  한다. 빠  도  변동하는  변동  차  시키  

하여 수  커 시  또는 리튬  리  같  차 지(414)  에 지  스  사 하는 단  에 지

가 담당하 , 간   생산/ 비 양  균  비  낮  가격  량  에 지  

할 수 는 납 지 또는 플 우 지   하는  에 지  차 지(414)  하여

해결하는 것  람직하다. 에 지  한 차 지(414)   변 (414, 413, 412, 411), 그리고

에 지  어 (415)   다수  에 지  듈(410)과 각 듈(410)  독립계통  

에 산 어 독립계통  압  주 수 안 도  는 역할  할 수 다. 

도 6  도 1  독립계통 시험시스 에 어  독립계통 시험 (500)   개략  도시한 블 도 다.[0047]

독립계통 시험 (500)는 독립계통 시험 프 그램(521)  실행하는 트  PC등 니 링  어 (520),[0048]

다수   (100, 200, 300, 400)  통신 연결  공하는 다채  티드  직 통신 듈(510), 그리고

통신 듈(510)과 니 링  어 (520)  연결하는 USB 블(511)  다. 

독립계통 시험 (500)는 다채  티드  직 통신 듈(510)과 각각  통신 블(20, 21, 22, 23)  통해[0049]

 빈 (100), 계통 (200), 하 (300), 그리고 에 지 (400)  연

계 다.

도 7  도 1  독립계통 시험시스 에 어  독립계통 시험 프 그램(521)  실시 다. 독립계통 시험 프[0050]

그램(521)  실행  통하여 각  듈(211), 각 빈 듈(110), 각 하 듈(310), 각 에

지  듈(410)  각  상태   스플  에 시해  수 , 계통  안 도

평가하  한 압 지 과 주 수 지 , 신재생 에 지 비  등  보  시하  실시간  하여

보여 다. 또한 독립계통 시험 프 그램(521)   (100, 200, 300, 400)들  각 어  운 드 변경
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나  변경  가능하고, 특 , 시간에 라  변동하는 람 과 수 가 하  각각 빈

 어 (111)  하  어 (315)에 하여 독립 계통  시험 차  진행  하고 

수행한다.

에 라, 독립계통시험 (500)는 각각   (100, 200, 300, 400)  통신  연결하여 앙에  감[0051]

시  어함  독립계통에  생할 수 는 시험 건  하고 해진 평가 지 에 라  계통

안 도  평가할 수 , 특 , 독립계통시험 (500)는  같  독립계통 시험 프 그램  실행하여, 시

간에 라  변동하는 람  다수  빈 듈(110)  각 어 (111)  하고, 시간에 라

 변동하는 수 가 하  다수  하 듈(310)  각 어 (315)  하여, 해당 람  

수 가 하 에  다수  빈 듈(110), 다수  에 지  듈(410), 다수  

듈(211), 다수  하 듈(310)   상태  시험할 수 게 다. ,   격한  변동

과 수 가 하  변동에  독립계통  안 도  평가하고 에 지  어에 하여  질  개

 도  시험할 수 는 것 다.

독립계통시험 (500)는 다채  티드  직 통신 듈  통해  독립계통  하는 개별 들(100, 200,[0052]

300,  400)과  원격   통신  수행하  독립계통 시험 프 그램  하여 체 시스  운  상태

감시, 실시간 니 링, 시험   등  감시 능과 빈 (100) 어  한 람  다

운 드 공, 하 (300)  어  한 하  다운 드 공, 에 지 (400)  운  드

변경,   값  등 시험 건   어할 수 다.

독립계통시험 (500)는  같  다수  빈 듈(110), 다수  에 지  듈(410), 다수[0053]

  듈(211), 다수  하 듈(310) 등   상태에 한 주 수  압에 한 안 도 평가

하여 하  [수학식1], [수학식2]에 한 계산 결과에 라 평가하고 스플  에 공할 수 다.

독립계통  질  평가하는  여러 가지가 지만 그  가  본  압  크  압  주 수

 하여 독립계통  안 도 평가  수행한다. 독립계통  주 수는 독립계통  망 어 에 나 동 하므

 특  여러  에  검 한  주 수  하여  [수학식1],  [수학식2]과  같  안 도  평가  지

계산한다.

[수학식1][0054]

[0055]

[수학식2][0056]

[0057]

[0058]

 같   질  하는 는  질     IEC 61000-4-30  하는 것[0059]

 람직하다. 그리고  주 수  압 샘플  합 여  단하  해 는 [수학식1]과 같  

사 하여 합,  합  할  수 다.  [수학식1]에 ,  Msamp:  압 또는 주 수   샘플값(Measured

Sample), abs( ):  함수, Mnorm : 압 또는 주 수  격 값(Normal Value), Mlimit: 압 또는 주 수

한 값(Limit Value) 다. 

또한, [수학식2]  같  주 수  압  안 도 평가값   산  수 , [수학식2]에  SIf :[0060]

주 수 안 도 평가 지 (Stability Index of Frequency), NSfGood: [수학식1]    합에 해당하는

주 수  샘플  수,  NSfTotal:  체  주 수  샘플  수,  SIv  :  압  안 도  평가  지 (Stability  Index  of

Voltage), n: 압 샘플  한 망  지  수, NSvkGood: k  에  [수학식1]    

합에 해당하는 압 샘플  수, NSvkTotal : k  에  체 압 샘플  수 다.
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도 8  도 1  독립계통 시험시스 에 어  할 수 는 독립계통  3가지 에 한 실시 다.[0061]

 들어, 수지  계통(600)  단  피 (feeder)   에 다수  빈들과 에 지 [0062]

들 그리고 산  하들  연결  태  수 다.

또한,  계통(610)   볼 수 는 규  도  지역   ,  도  등  통해 산 [0063]

는 , 각 곽 지역에 어 각 과 연결  빈과 하, 그리고 앙에  에 지

나 하 등  갖는 태  수 다.

그리고, 루프  계통(620)  원  에 해 연결 는 계통 , 도 지역  순  도  [0064]

라   망과 각 지역별 산  빈들, 에 지 들  하들  포함하는 태

수 다. 

 같  다양한  계통 태  독립계통들에 한  시험  한 본 에  독립계통 시험 는,[0065]

다채  통신 듈  통해  시험시스  개별  듈들과 직   수신  함  체 시스

 운  상태나  ,  질에 한 통합 니 링  가능하다. 또한 각  어  

나 운  드  변경 그리고 운  라미  변경 등  독립계통 시험  독립계통 시험 프 그램  통해

 가능하여  시험시스  운  편리하  시험 건과 차   업  수행하는 편  공할

수 다. 

상과 같  본  비  한  실시  도 에 해 었 나, 본  상  실시 에 한 는[0066]

것  아니 , 본  하는 야에  통상  지식  가진 라  러한 재  다양한 수   변

가능하다. 그러므 , 본  는  실시 에 한 어 해 는 아니 , 후술하는 특허청

뿐 아니라  특허청  균등한 것들에 해 해 야 한다.
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도 4
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도 5
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도 6
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도 7
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